液晶面板光學雙折射特性量測技術
本文說明一種搭配多通道光譜儀之偏光量測架構，藉由此量測系統可達到快速量測液晶面板雙折射特性的目的。

並提供高可靠度、高重複性的相位差與液晶間隙厚度量測功能，有利於液晶面板生產線上的及時抽檢以提升產品良率。
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